UKD 621.382.049.77

NORMA

BRANZOWA

MIKROUKLADY
SCALONE

Uktady scalone
typu UCY 74174N
| UCY 74175N

BN-83
3375-52/10

Grupa katalogowa 1925

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 szcze-
gotowe wymagania dotyczace monolitycznych bipolar-
nych ukladéw scalonych cyfrowych TTL typu UCY
74174N 1 UCY 74175N, petnigcych funkcje przerzut-
nikow bistabilnych typu D, przeznaczonych do pracy
w elektronicznych urzadzeniach profesjonalnych oraz
urzadzeniach wymagajacych zastosowania uktadow
o wysokiej i bardzo wysokiej jakosci zgodnie z PN-78/
T-01615.

Kategoria klimatyczna — dla ukladow:

— podwyzszonej jakosci (poziom jakosci I1) — 00/
070/10,

— wysokiej jakosci (poziom jakosci I11) — 00/070/21,

— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci 1V) —
00/070/56. |

Schemat elektryczny uktadu — wg rys. 1.

Schematy logiczne, rozkltad wyprowadzen uktadéw
oraz tabele standw logicznych — wg rys. 2.

Uktady scalone 2 stopnia (IS2) — wg PN-78/T-01615.

2. Przyklad oznaczania ukladéw
&) podwyzszonej jakosci: _
UKLAD SCALONY CYFROWY UCY 74174N
BN-83/3375-52/10
b) wysokie] jakosci:
UKLAD SCALONY CYFROWY UCY 74174N/3
BN-83/3375-52/10
c) bardzo wysokiej jakoSci:
UKLAD SCALONY CYFROWY UCY 74174N/4
BN-83/3375-52/10
3. Cechowanie ukladéw powinno zawiera¢ nast¢pu-
jace dane:
a) znak lub nazwe¢ producenta,
b) oznaczenie typu (np. UCY 74174),
¢) oznaczenie wyprowadzen (znak odniesienia dla
identyfikacji numeréw wyprowadzen zgodnie z PN-73/
T-01602),
d) dat¢ produkcji dla wyrobéw majacych nadany
znak jakosci Q.
Ponadto uktady wysokiej jakosci powinny by¢ znako-
wane cyfra 3, a uktady bardzo wysokiej jakosci cyfrg 4
umieszczong po oznaczeniu typu.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Potprzewodnikow
Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA
dnia 29 grudnia 1983 r.
jako norma obowigzujaca od dnia 1 lipca 1987 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 16/1986, poz. 33)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE ,ALFA" 1987.

Druk. Wyd. Norm. W-wa. Ark. wyd. 1,10 Nakt. 2300 + 40 Zam. 59/87

Cena zt 36,00
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4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen ukiadu — wg rys. 3 (obudowa CE 71) i tabl. 1.
Mikroukiad kompletny A49C — wg PN-73/T-01603/16
Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta — CE 7P

Rys. 3

Tablica 1. Wymiary obudowy CE 71

(BN -83/3375 - 52/10- 3

Symbol Wymiary, mm Kat w ! Symbol Wymiary, mm Kat w
wymiaru ) stopniach wymiaru - stopniach
min nom max min nom max
A — —_ 5,10 — €1 —_— 7,62 — -
Ay 0,51 - — — | L 2,54 — 4,50 —
b 0,38 = 0,59 — M: - - 8,30 —
c 0,20 - 0,36 — z —_ — 1,27 —
D - — 20,32 — 6 — — — 0+ 15
e - 2,54 - _
5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-80/ — dla Uoy i UoL wg rys. 5
3375-52/00 p. 5.1.
6. Wymagania szczegétowe do badan grupy A, B, C
iD
a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiaroOw
A, D1 b wg rys. 31 tabl. 1, |
b) badania podgrupy A2 i A3 — wg tabl. 2, U
c) badania podgrupy B, C i D — wg tabl. 3, U“,'____l TCC
d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po e
badaniach grupy B, C i D — wg tabl. 4, " - i
e) dodatkowe wymagania dla pomiaru parametrow . l; . ant-
clektrycznych — wg rys. 4 +— 9. -y a1 I
— dla Icc wg rys. 4 HE Yo (o)
Uec i (Vo) |
. T i A N
' Qft—o & 1 } ? 2V
| o1 H (3 g8y
s i e -1
1V allg s R I
' T_ H ;:r" U3 a.8v
R Pomiar ~ Pomiar
q5v = Vo (Uow ) Uow (Uor)
& r‘t’ggv (BN = §3/3315 — 52/10-3)
Pomiar Iec
[BN-83/3375 - 52/10- 4]
Rys. 4 Rys. §
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— dla tpy; 1 tp; — wg rys 9, parametry impulsu
wejsciowego: amplituda U, = +3,0 V, poziom pod-
stawy 0 V, czas trwania t.=500 ns, czgstotliwo$é po-
wtarzania fg=1 MHz, czas narastania t,=10 ns, czas
opadania #/=10 ns; impedancja wyjSciowa generatora
Zo = 50 ), wszystkie diody sg typu BAYP 95 lub
odpowiedniki, warto$¢ C. uwzgl¢dnia pojemno$é sondy
I pojemno$ci montazowe, kazdy przerzutnik jest testo-
wanv oddzielnie. '
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Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2 i A3

Podgrupa Rodzaj Kontrolowany | Metoda pomiaru wg s . Wartos¢
badan badania parametr BN-74/3375-24 Warunkl pomiars Fedpgatka .
: min max
1 2 3 4 5 6 7 8
A2 Sprawdzenie pod- Uor ark. 11 Ucc=4,75; Ior=16 mA V — 0.4
stawowych para- oraz wg rys. 5
. K i .
i G Uon ark. 12 Uce=4,75 V; Iox=-08 mA v 24 -
nych
oraz wg rys. 5
=1 ark. 03 UCC:S.ZS V; U[=0‘4 V mA _ 1..6
oraz wg rys. 6 na wejscie mierzone
Iy ark. 04 Uce=525 V, U=24 V pA — 40
oraz wg rys. 6 na wejscia mierzone
I,Hm ark. 04 Uce=5825 V, U;=55V mA — |
oraz wg rys. 6 na wejscie mierzone
Icc ark. 21 | Uece=5.25 V mA — 65
oraz wg rys. 4
los ark. 05 Uce=5,25 V; Up=0 V mA -18 -57
oraz wg rys. 7 kazde wyjsScie mierzone
oddzielnie
=U; ark. 20 Ucc=4,75 V; -I;=12 mA V e 1.5
oraz wg rys. 8 na wejscie mierzone
!pyig) ark. 16 : Ucce=5 V,; RL=40025.?. ns — 35
oraz wg rys. Cr=15 pF, tamp=25°C
'pHL(2) ns — 35
IPLH(Z)I) ns — 25
A3 Sprawdzenie Uor stan niski wg tabel stanéw Uece=5 V; Ip=0 mA — 0.4
Uoun stan wysoki linggbeim sl Une=2 ¥; Up=058 V \% 2.4 —

'} tylko dla UCY 74175N.

Tablica 3 Wymagania szczegélowe do badan grupy B, C i D

Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegélowe
| 2 3 4 |
1 Bl, €I Sprawdzenie wytrzymatos$ci mechanicznej wypro- proba U, metoda 2; 2,5 N
wadzen ‘
2 B3, C9 Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki swobodne potozenie ukfadu w czasie spadania: wyprowadze-
niami do gory
3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wielokrotne | mocowanie: sztywno za wyprowadzenia w odleg-
tosci 3 mm od dolnej plaszczyzny obudowy
- BS, C5 Sprawdzenie wytrzymatosci na nagle zmiany tem- Ti = =3%C
(poziom jakosci peratury Ts = 125°C
I i IV) ‘
5 B6, C6 Sprawdzenie odporno$ci na narazenia eclektryczne metoda badania A, tume = 70°C badang prébke po-
dzieli¢ na dwie czgdci 1 bada¢ w warunkach:
I — 0 V na wszystkie wejscia, wyjécia otwarte,
zasilanie uktadu 5 V
I — 5 V na wszystkie wejScia, wyjScia
otwarte, zasilanie uktadu 5 V
6 . €2 Sprawdzenie parametrow elektryeznych wg tabl. 4
7 C3 Sprawdzenie masy wyrobu Il g
8 C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenia stale kierunek probierczy:_prostopadly do plaszczyzny

korpusu ukiadu, mocgwanie za obudowg

Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o stalej
czestotliwosci (poziom jakosci II)

mocowanie sztywno za wyprowadzenia w odleg-
fosci 3 mm od dolnej ptaszczyzny obudowy

Sprawdzenie wytrzymalo$ci na wibracje o zmiennej
czg¢stotliwosct (poziom jakosci IIT i TV)

Jw.
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Lp. Podgrupa badan Rodzaj badania Wymagania szczegblowe
| 2 3 4
9 C7 Sprawdzenie wytrzymato$ci na zimno fog min = —0°C
10 C& i Sprawdzenic wytrzymatosci na suche gorgco —— 125°C
{poziom jukosci
I i vy
1 CIo Sprawdzenic wymiarow wg rys. 3 1 tabl. 1
12 Di Sprawdzenie odpornosci na niskie ciSnienie atmo- temperatura narazenia 15 <+ 35°C
(poviom jakoscer steryczne
I vy
I3 2 Sprawdzenic wytrzymatosci na rozpuszczalniki aceton, sprawdzane wymiary: 4 1 D wg rys. 31
tabl. 1, masa ukladu 1,1 g
14 D3 Sprawdzenie palnosci wg PN-78/T-01615 zalacznik 2 p. 4.3
15 D4 ] Sprawdzenie wytrzymatodci na plesn brak porostu plesni po badaniu
HE D5 Sprawdzenie wytrzymatosci na mglg solna potozenie ukladu dowolne

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D

Poderupa Sprawdzany Metoda pomiaru : . 3 Wartos¢
! ) W: k
hadan parametr we BN-74/3375-24 druniy pantisc edata .
min max
J 2 3 4 5 6 7
B3, B4, BS U, Upn ~wg tabl, 2
C2. C4. CS.| Uon. Uon ~Lid . wg tabl. 2
Co. DI | 1,
c2 Uoi stan niski wg tabl. 2
Uow stan wysoki
36, Co, Uy, stan niski wg tabl. 2
7, C8 Ui stan wysoki
Uor ark. 11 U(_‘c=4,75 V; V — 0,48
oraz wg rys. 5 Tor=16 mA
Uou ark. 12 Ucc=4,75 V; Vv 2,4 —
oraz wg rys. 5 Ioy=-0,8 mA
N ark. 03 Uece=525V, Ui=04 V mA — 1,92
oraz wg rys. 6 na wejdcia mierzone
T ark. 04 Uecc=525 V, U;i=24 V HA — 48
oraz wg rys. 6 na wejScia mierzone
! ifH:.‘l ark. (04 Uce= 5,25V. U=5,5V mA — 1,2
i oraz wg rys. 6 na wejscia mierzone

7. Pozostaic postanowienia

— wg BN-80/3375-52/00.

KONIEC

INFORMACIJE DODATKOWL

1. Mustytucja opracowujaca norme — N;mL-owo-l’rodukcyjne Cen-
trum Poipreewodnikow, Warszawa, ul, Komarowa §.
2. Normy zwigzane
PN-73/T-01602 Mikrouktady scalonce. Zasady podawania paramet-
row geometrycznych na rysunkach
PN-73/T-01603/16 Mikrouktady scalonc. Zarysy i wymiary. Mikro-
uktad kompletny A49
PN-78/T-01615 Mikrouktady scalone. Ogdlne wymagania 1 badania

BN-74/3375-24/21 Cyfrowe ukiady scalone. Metody pomiaru pradu
zasilania [Tec

BN-76/3375-24/03 Cyfrowe uktady scalone. Uktady kombinatoryjne:
Metoda pomiaru pradu wejSciowego w stanie niskim I

BN-76/3375-24/04 Cyfrowe uktady scalone. Uktady kombinatoryjne.

Metoda pomiaru pragdu wejSciowego w stanie wysokim Iy
BN-76/3375-24/11 Cyfrowe uktady scalone. Ukfady kombinatoryjne.
Metoda pomiaru napigcia wyjSciowego w stanie niskim Uo:



Informacje dodatkowe do BN-83/3375-52/10

BN-76/3375-24/12 Cyfrowe uktady scalone. Uktady kombinatoryjne.

Tablica I-1. Wartosci dopuszczalne

Metoda pomiaru napigcia wyjSciowego w stante wysokim Uow — T, Wartodé
% Lp. - Nazwa parametru
_ ) parametru nostka :
BN-76/3375-24/16 Cyfrowe uktady scalone. Uktady kombinatoryjne. 7 min max
Metoda pomiaru czasOw propagacji feur | teu 1 2 3 % 6.
BN-80/3375-24/20 Cyfrowe uklady scalone. Metoda pomiaru ujem- 1 Ucc Napicc_ie zasila- \4 — 7
nego napiecia wejsciowego U FHs
2 U; Napigcie  wej- A% — s
BN-80/3375-52/00 Uktady scalone cyfrowe. Wymagania i badania éciowe
3. Symbol wg KTM 3 -1y Ugmny prad | mA | — 12
o ‘ wejsciowy '
UCY 74174N — 1156323202009 ' 4 tamb Temperatura g 0 +70
UCY 74175N — 1156323203000 otoczenia w cza-
sie pracy
4. Wartosci dopuszczalne — wg tabl. I-1. 5 g Teperitin oC 55 +125
h "
5. Dane charakterystyczne — wg tabl. I-2 (przy tems = 0 + 70°C, E;:ec SR
jezeli nie podano inaczej).
Tablica I-2. Dane charakterystyczne
: W ; W -
Lp. LR Nazwa parametru anﬁmkl Jednostka L,
parametru pomiaru .
min max
1 2 3 4 5 6 7
! Vos Napiccie zasilania = \ 4,75 5,25
2 L Prad zasilania Uce=525 V mA — 65
Ui Napigcie wejSciowe w stanie wysokim — \' 2 —
4 Un Napigcie wejSciowe w stanie niskim — \Y% — 0.8
5 Uon Napigcie wyjéciowe w stanie wysokim Ucc=4,75 V \% 24 —
Iog=-0,8 mA
6 Uow Napigcie wyjsciowe w stanie niskim Ucc=4,75 V A% — 0.4
Ior=16 mA
7 Tou Prad wyjSciowy w stanie wysokim Ucc=4,75 V mA —- -0,8
8 Tos Prad wyjsciowy w stanie niskim Ucc=4,75 V mA — 16
9 Iy Prad wejsciowy w stanie wysokim Uece=525 V pA — 40
Ui=24V
10 Ly Prad wejsciowy w stanie wysokim Ucc=525 V mA — 1
U= 5,5 Vv
11 I Prad wejSciowy w stanie niskim Uee=325 ¥ mA — -1,6
U1=O,4 Vv
12 los Zwarciowy prad wyjsciowy Ucc=525V mA -18 -57
Uo=0 V
13 -U; Ujemne napigcie wejSciowe Uce=4,75 V v — 1.5
Ir=-12 mA
14 Ny Obcigzalnosé przy stanie wysokim Ton=-0,8 mA - — 20
15 N2 Obcigzalnos¢ przy stanie niskim Ior=16 mA — — 10
16 P Maksymalna czestotliwo$¢ zegarowa Ucce=5 V . MHz 25 —
g ¥ ) C[_= 15 pF
W S oar y 2 —_—
17 t Czas trwania impulsu zegarowego R.=400 O ns 0
18 Teet up Czas ustalania impulsu zerujacego tamb= 25°C ns 25 —
19 b et upitaa) Czas ustalania danych ns 20 —
20 Thotd(da) Czas przetrzymywania danych ns 5 —
21 Leniny Czas propagacji przy zmianie stanu logicznego ns — 0
z wysokiego na niski od wejscia zegarowego T
22 Tpray Czas propagacji przy zmianie stanu logiczne- ns — 30
go z niskiego na wysoki od wejscia zegarowe-
go T




8 ' Informacje dodatkowe do BN-83/3375-52/10
c¢d. tabl. -2
Lp. WihdtEeniy Nazwa parametru an.mkl * Jednostka Yraree
paramet-u pomiaru .
min max
1 2 3 4 5 6 7
23 Loy Czas propagacji przy zmianie stanu logicznego =3 Y ns — 35
z wysokiego na niski od wejscia zerujgcego R Ce=15 pF
5 - ' R.=400 ()
24 Tpp i) Czas propagacji przy zmianie stanu logicznego [ =250 ns —_— 25
z niskiego na wysoki od wejscia zerujgcego R o
) tylkko dla UCY 74175N

6. Autor projektu normy — mgr inz. Andrzej Jarczewski, Naukowo-Produkcyjne Centrum Potprzewodnikow.




